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2007 年 10 月 30 日リリース 

 
 
 
 

株 式 会 社 ヨ コ オ 

３００ｍｍウエハ対応 
半導体デバイス検査用『コンパクトＲＦテストテーブル』開発 

東京都北区滝野川 7-5-11 
TEL:03-3916-3111(代表) 

■要 旨 

㈱ヨコオはこのほど、半導体デバイス検査時に使用する、コンパクトで３００ｍｍウエハに

も対応するＲＦテストテーブルを開発しました。 
 

■市場動向と当社の製品開発への取り組み 

高速・高周波化が加速している半導体検査の分野では、周波数が高いミリ波帯（30～300GHz） 
においても、高精度に半導体デバイスを評価してＬＳＩ設計に反映させるための高度な評

価・解析技術が必要不可欠となっています。 

また、このような評価・解析にあたっては、通常、ＲＦテストテーブル、ＲＦプローブおよ

びネットワーク・アナライザを含む比較的大がかりなＲＦ評価設備が必要となります。 

 このため、最先端デバイスの設計技術者の間では、開発設計のスピードアップを図るために

も、設計・試作したデバイスを簡単にその場で技術者自らが測定・評価できる装置へのニー

ズが高まっていました。  
 

こうしたニーズに対し、当社では上記のようなＲＦ評価設備を机上に設置し、手軽に高周波

測定ができることを目的に、机上サイズのコンパクトなＲＦテストテーブルの開発を推進し

てきました。 

今回新開発した『コンパクトＲＦテストテーブル』は、トランジスタをはじめとする最先端

半導体デバイスを、設計技術者自身が、３００ｍｍという大口径ウエハ上でそのまま手軽に

高周波測定することを可能としています。 
 

■新開発の『コンパクトＲＦテストテーブル』の主な特徴 
 

□先端半導体技術の３００ｍｍウエハの検査に対応できる 

□全マニュアル操作で非常にシンプルな構造とした 

□設置面積を約５００ｍｍ×７００ｍｍのコンパクトサイズに収め、小型の実験机に 

容易に設置できる       (900ｍｍ×600ｍｍ程度の小型作業机に設置が可能） 

□プローブテーブル面の開口を２００ｍｍ×２００ｍｍと大きく確保した 

□主要構造体全てにアルミ合金を採用し、重さ約１００ｋｇに軽量化した 

□ＰＣ（パソコン）にＵＳＢ接続できるＣＣＤカメラ（光学６倍ズーム）を装備した 
 

この『コンパクトＲＦテストテーブル』では、従来の類似製品に比べ、設置面積は１／２程

度*、重量は１／３程度*（*当社調べ） と、大幅な小型・軽量化を実現しています。 また、

ＣＣＤカメラからＵＳＢ接続したパソコンの画面上で被写体観察ができるため、多人数によ

る観察も可能となりました。 
 

この『コンパクトＲＦテストテーブル』は、３００ｍｍ直径の大型試料台を搭載し、プロー

ブテーブル面の開口部も大きく、自由度のあるシンプルな構造としたので、シリコンウエハ

だけでなく、各種回路基板やＦＦＣ(フレキシブル・フラット・ケーブル)などの評価・測定 

など、種々の測定対象に対応する汎用的な精密ＲＦテストテーブルとしても利用可能です。 
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■「マイクロウェーブ展 2007」に製品展示 

 

今回開発した『コンパクトＲＦテストテーブル』については、１１月２８日（水）からパシ

フィコ横浜で開催予定の「マイクロウェーブ展 2007」で、当社の子会社であり、カタログに

よる通信販売で高周波回路向け検査治具および検査用具を専門に提供する㈱ヨコオ・ディ・

エス（略称：ヨコオＤＳ）のブースにおいて、製品展示を行う予定です。 

 

製品の提供については、来年２月よりヨコオＤＳで開始する予定です。 

 

     
  側 面                 正 面             

《写真》新開発の『 コンパクトＲＦテストテーブル 』 

 

※◆◆ マイクロウェーブ展 2007 で新製品を展示 ◆◆※ 
 

   ヨコオＤＳでは、11 月 28 日(水)から「パシフィコ横浜」にて開催される 

『マイクロウェーブ展 2007』に出展し、今回の新製品を展示・紹介致します。 
 

【 ヨコオＤＳ出展概要 】 
 

・開催期間 ：2007 年 11 月 28 日(水)～30 日(金) 

・開催時間 ：10:30～17:30（最終日は 17 時まで） 

・開催場所 ：パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい 1－1－1） 

・ブ ー ス ：展示ホールＤ №Ｃ４０３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★本件に関するお問い合わせ先 
 

研究開発部 

ＴＥＬ：０３－３９１６－３１７３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上


